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Diplomamunkám készítése során egy a Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. (Semilab)
által végzett fejlesztésbe kapcsolódtam be. Ennek tárgya egy a Semilab portfóliájában újnak számí-
tó mérési eljárás, mellyel félvezető eszközök gyártása során, bizonyos köztes lépésekben kialakuló
nanostruktúrált rács-szerű alakzatok geometráját vizsgáljuk. Ennek célja, hogy meghatározzuk
ezen rácsok úgynevezett kritikus dimenzió (critical dimension, CD) paramétereit.

A mérés során a mintákat optikai úton vizsgáljuk a mérőberendezésben található spektroszkópi-
ai ellipszométer (spectroscopic ellipsometer, SE) valamint polarizált spektroszkópiai reflektométer
(polarized spectroscopic reflectometer, PSR) segítségével. Ezen eszközökkel nem közvetlenül a ke-
resett geometriai CD paramétereket mérjük, hanem az azokról információt hordozó ellipszometriai
és reflektometriai spektrumokat. Így a kiértékelés során megalkotjuk a vizsgált minták szimulációs
modelljét és annak egy lehetséges paraméterezését. Majd egy illesztési folyamat során megkeressük
a modell paramétereinek azon optimális értékét, ahol a mért és szimulált spektrumok a legjob-
ban közelítik egymást. Ekkor a kapott paraméterek értékéből következtethetünk a vizsgált valós
struktúrát leíró CD paraméterekre.

Az előbb röviden vázolt mérési eljárást optikai kritikus dimenzió (optical critical dimension,
OCD) mérésként találhatjuk meg az irodalomban. Annak is egy konkrét megvalósításaként, ahol
SE és PSR segítségével végezzük az optikai mérést. Ez a fajta összeállítás a különböző CD mérési
eljárások közül előnyös tulajdonságainak köszönhetően az egyik legelterjedtebb.

A fejlesztés rám eső része a mérőberendezéshez a Semilab által fejlesztett szoftver egy új funkcio-
nalitásának kidolgozása volt. Ezen új funkció egy olyan előanalízisnek tekinthető, ami a vizsgálandó
mintán való mérés nélkül, szimulációs alapon tudja előrejelezni a mérés várható minőségét mérés-
technikai szempontok szerint, valamint segítséget tud nyújtani a mérőeszköz végfelhasználójának
számító méréstechnikai mérnök számára a mérések optimális elvégzéséhez.

Így diplomamunkám készítését egy alapos irodalomkutatással kezdtem, ami során áttekintettem
a vizsgálataim tárgyát adó OCD mérések felépítését, tulajdonságait, valamint alkalmazásuk módját
az ipari gyakorlatban. Valamint megvizsgáltam a Semilab által fejlesztett OCD mérőberendezés-
ben használt mérési elrendezés és a kiértékelés során alkalmazott szimulációs technika felépítését,
működési elvét.

Ezt a kiértékelés során használt nemlineáris regresszió vizsgálata követte, ahol összegyűjtöttem
azokat a mennyiségeket, amiket a gyakorlat szempontjából érdemes vizsgálni a kívánt előanalízis
során. Ekkor alaposan mevizsgáltam ezen mennyiségek értelmezését az OCD mérések és a keresett
CD paraméterek szempontjából, valamint azok kapcsolatát az egyes méréstechnikai szempontokkal.
Majd egy programcsomagot készítettem python programozási nyelven, amivel lehetőségem nyílt két
esettanulmány során alkalmaznom a kigondolt előanalízist.
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Az egyik esettanulmány során egy úgynevezett AMAG5 mintát vizsgáltam, ami a fejlesztés
során rendelkezésre állt, így lehetőségem nyílt konkrét OCD mérések elvégzésére. Ekkor először
elvégeztem ezen minta alapos kiértékelését, majd rátértem az általam szimulációs alapon számolt
mennyiségek és a mintán végzett mérések összehasonlítására. Itt mind a precizitás, mind a korre-
lációk esetén a gyakorlati szempontok szerint jó egyezést tapasztaltam. Továbbá a kapott eredmé-
nyekkel a bemutatott érzékenységvizsgálat is összhangban volt. Ezenfelül a tapasztalatok alapján
javaslatot tettem a használt PSR továbbfejlesztésére.

A másik esettanulmány során pedig egy a napjainkban is használt AEI HKMG struktúrát
vizsgáltam. Itt a kapott eredmények, valamint a szükséges mérési elrendezésre tett javaslatom jó
egyezést mutatott az elérhető irodalomban publikált eredményekkel.

Összességében azt mondhatjuk, hogy az általam készített programcsomag segítségével sikeresen
alkalmaztam a fejlesztett előanalízist konkrét OCD mérések esetén. Az esettanulmányok tapaszta-
latai pedig azt mutatják, hogy a kapott előanalízis alkalmasnak bizonyul a kitűzött célok elérésére.
Ezzel jó alapot ad a Semilab által fejlesztett OCD mérőberendezéshez készített szoftver egy új
funkcionalításának megalkotására.
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